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MESURIEX

Mesurex S.L.
Instrumentacion y control

Empresa fundada en 1996 con sede en Malaga y delegaciones en
Barcelona y Madrid. Mesurex ofrece servicios y productos
relacionados con :

Sensores

Sistemas de adquisicion y registro de datos
Informatica industrial

Integracion de sistemas a medida del cliente
Diseno de Hardware y Software
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Medida de Temperatura (IR)

— Pirometria " _

— Camaras termografica

— Camaras vision de alta temperatura
— Equipos portatiles e \
— Instalaciones de fibra optica %
— Disenos propios: RKS300

‘BE R




Nuestras tecnologias
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Medida dimensional

— Contacto
 Sensores de hilo
e LVDT’s

— Sin Contacto
 Triangulacion laser (escaner y puntuales)
 Confocal (espesor y distancia)
* Inductivos, Capacitivos

—————————————————————————————————————————————
Mas precision
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Otras medidas sin contacto

— Velocidad

— Humedad

— Constituyentes

— Color

— Mediante Fibra Optica

* Temperatura
» Distancia
* Intrusiones
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= El calor es visible a traves del color rojo

William Herschel
1738 -1822
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Espectro electromagnético
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peak T2 : 35377 %C 11766 2C 454,4%C

0.76 um 3 um 5 um 14 um 10% um
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Graficos importantes

| INSTRUMENTACION Y CONTROL W AMSL|
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Radiacion de un cuerpo
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Calentar
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Cuerpo Negro (Tedrico)

emisividad > . sensor
c=qg=1 Absorcion = Emisividad




Conceptos basicos MIESL
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Cuerpo Gris (Real)

absorcion
a= <1

—————————————————————————
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Conceptos basicos
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Radiacion del
ambiente

sensor

emisividad
e<1

-
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Conceptos basicos MIEQLIRIEY
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Radiacién IR

€+ p +T= 1 Calculo de la temperatura (Stefan-Bolzman)
n n n 4 4 4
E TO + p TA + T TA - S U:C'I:gTobj +(1_8)'Tamb _TPyr ]

U detector signal

T.; object temperature

T.n temperature of backround radiation
P Ts: temperature of the device

C device specific constant

A=8-14 um

normalmentet=0

Mas precision



Variabilidad de la emisividad
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1 - Ename/ (esmaite)
2 - Plaster (veso)

3 - Concrete (Hormigén)
4 - Chamotte

0 2 4 6 8 10
Wellenlange in um

-
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Errores en la medida
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Error en lectura devido a un 10% de error en el ajuste de la emisividad
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Pirometro MESURIENX
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|—> DAC P 4-20 mA Hp

{f—» AO — ADC — uP
I { Digital ——
Interface l¢—

—————————————————————————————————————————————
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Pirometro
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10 Plancksches Strahlungsspektrum

100 4

FILTRO

Spektrald spezifische Ausstrahlung, W/(m? pm)
S

0.01

Wellenlange, pm
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Analisis de |a tecnologia IR MI=S)
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Ventajas Limitaciones
* Sin contacto  Medida superficial
* Rapido e Emisividad del material
* Medicion pasiva * Coste
* Durabilidad (tiempo de * Condiciones ambiente

vida)

Mas precision



Compact
Sensors

Single Head

CSmicro CSmicro2WLT/2M CSm hs CX

CSlaserLT/2M

Compact
Sensors
Two Piece
Design

specialties:

High
Optical Resolution
Thermometers

Mas precision

CTratiolM

CTlaserLT/G5/1M/2M/3M/P7/F2/F6 CoolingJacket

PI/ PI Kit
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Choque térmico
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10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
t [min.]
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SIS SUREN

Camara termografica Pl
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* El principio de funcionamiento de una camara termografica es
parecido al de |la camara fotografica convencional, |a
diferencia es que la camara convencional capta el espectro
visible y la termografica trabaja en el espectro del IR .




Definiciones
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* Unacamara IR es un equipo que:
— Capta la radiacion IR
— Generar una imagen de colores visibles (0ojo humano)
— Extraer las temperaturas de cada pixel

: Resulta ;

IMAGEN RADIOMETRICA

o ey Tnia  mmen b lnsm s v

Mas precision
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Bolometro
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Resolucion térmica:

 NETD = Noise Equivalent Temperature Difference
— Calculada habitualmente en un objeto a 30 °C

— Capacidad de la camara de distinguir pequeias diferencias de
temperatura

— Ejemplo NETD = 0.08 K

* Significa que el mismo pixel sélo puede ver variaciones mayores a 0.08 K (FOV 23°).
Medidas por debajo de ese nivel son asimiladas como ruido

—————————————————————————————————————————————
Mas precision
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* NETD=80mK * NETD =40 mK

40 mK
(PI450)

80 mK
(P1400)

Due fto tiny temperature
resolution the PI450 detects
even veins under the skin
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Velocidad de obturacion

< >
250 ms
" Modo automatico 1 DIOTAL N
=" Modo controlado via PIF 3 GND
5N

=" Competencia: 1 segundo de ciclo




Pixel - IFOV MESURENX
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T m

FOV / Field Of View
6 x5 (horxver) 06°/160 = 0.0375°/ pixel
23 x 17 (hor x ver) 23°/160 = 0.14375 °/ pixel
48 x 37 (hor x ver) 48°/160 = 0.3 °/ pixel i

Ejemplos:
@1m distancia, 1 pixel 6° =0.65 mm
@1m distancia, 1 pixel 23° =2.50 mm
@1m distancia, 1 pixel 48° = 5.23 mm

Mas precision



Media (extendida) (120 Hz -> 20 Hz)
Frecuencia display hasta 30 Hz en

tiempo real

9

Grabaciones hasta 120 Hz
Hz

eneral || Directories || Histogram || Ext. Communication | Extended

Reduce displayed frames:

Mode: Ext. Averaging w

Display framerate: Hz
Averaging time: % of frame time
Optimization: (3 Quality () Performance

[] Alternative flag mode




Frecuencia de la camara

Gota de leche en taza de té
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= Precision PlI: £ 2°Co + 2% de la lectura

= Este valor incluye todo el error debido al ruido, NUC...
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Mejora de Precision
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Mejora de la precision:
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C=o O X

® Optris PI Connect (Rel. 2.3
File Edit View Devices Tools Help

= e oD BE ke vk UG B %

ﬁ' pu o | Flag

20

e

Area 1

927,5°C (175,0°C (175,0°C

onasbesss——" s | S—
175,0°C [175,0°C [922,0°C

Tref

175,0°C

i Area 1 G

1116,3 1 i
Tref
.
1066,3 1
= 1016,3 A
966,3 i
916,3
866,3
816,3 &
766 ; ; ; ;
2. 0,00 | 2,00 4,00 600 8,00
< n LAl ] - <> H

R ] £67,2 877,0 1086,

C:\Users\Jaume\Downloads\test with ratio 1.ravi }E[ZOO‘C ..1500°C , 8Hz/8Hz [5:0,950 [22,9°C |




MIZS UI’I:\

El procesado de imagen se realiza integramente en el PC

P1160: 160 x 120 —> 19.200 pixeles
P1400: 382 x 288 —> 110.016 pixeles

Resultado de renderizar

—)

la imagen de forma
continua a 120Hz




Integracion de la Pl MI=ES L)
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* Se requiere un PC/embebido con S.O:
— Windows XP, Vista, 7
— Linux (Ubuntu)

» Software totalmente gratuito.
* Conexion via USB 2.0
 Compatible con:

Moy By T
Microsgft' .ll ‘u
Windows*? !U Windows/ #8% oo EIR USB
Ry
Wlndows V|sta U b un tu

Mas precision
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Aplicaciones

-
Mas precision



1 Optis Pl Connect (Rel 2521170)
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Control de uniformidad
en botellas de PET

Permite Realizar
fotografias en caso que
tengamos una incidencia.

Control de procesos
rapidos
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= Mantenimiento de placas
fotovoltaicas

=  Permite grabacion de
imagen radiométrica.

= Sistema VANTIR con PI
Lightweight desarrollado:

Camara+PC > 380¢g




Control de Procesos
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= Sustitucidn por sonda de insercion

= Montaje con Mounting device

= Excelente relacion calidad/precio

Mas precision



;émﬁ‘?? :aoig::ufH%T&RSZ&W:NWnwammu_‘ | =  Control de combustiones
T T — espontaneas en biomasa

= Rapido, eficaz, seguro.

N—
=  Excelente relacién
calidad/precio
;_ = Posible implementacion

en ambientes ATEX

28,1
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= Supervision de uniformidad en el templado de vidrio

= Comprobacidén
de la
uniformidad en
las piezas de
vidrio

= Datos muy
importantes para

g H realizar el control
heating section cooling section del proceso de
glass templado.

D reference pyrometer
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ki, Opiris PI Connect (Rel. 18.1180.0)

File Edit View Devices Tools Help
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" Calculo de espesor
de tubo de
poliamida

= Espesor
directamente
proporcional a la
temperatura
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I Optris P1 Connect (Rel 20.2020.0) _18] x|

Archivo  Editar  Ver  Disposiivos  Herramientss  Ayuda
& @5 BE il JETTREENR e R
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= " Determinacion de
=l % humedad en funcién

de la temperatura.
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* RKS 300

= Sistema de control de
calidad para hornos
rotativos mediante

. RKS300 camara termografica.
Rotary Kiln System

MIEESURIEX

(=) = Software de
i—.m E supervision y control
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= Sistema de vigilancia
mediante camara
termografica.

" Permite movimiento
3602y 902 de
cabeceo.

= Seguimiento de
objetivos en modo
automatico.
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Aplicaciones MIESUIIRIEN
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Muchas gracias por su atencion !
Moltes gracies!

-
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